第33回高輝度電子源開発G会合

日程：2011年6月17日

時間：15時00分より16時30分頃

接続：EVO

参加者：西森、伊藤、中村、桑原、金、宮島、山本、本田、松葉、河田、飯島、栗木、細田

○西森氏より、500kV一号機の現状について報告があった。

比較的大きな放電の後、コンディショニングが進まなくなったため、真空を開いて内部を点検した。念のため電極部等の拭き取りをおこなった。真空復帰の過程で、ベーキング後に、セラミック固定フランジ部から微小リーク発生したためVacsealにより封止している。また、地震を原因とすると思われる床からの湧水が増加している。応急措置にて対応しているが、抜本的対策を検討している。

Q:封止後の真空度は？また温度勾配は？

A:真空度は1E-10Pa台ではあるが、やや高め。ベーキング時の温度勾配は前回同様に行っている。

Q:増締めをおこなっても止まらなかったのか？

A:最終的に45N.mまで締めたが止まらなかった。

○山本氏より500kV二号機等について現状報告があった。

セラミック、電子銃本体などの真空試験を行った。ベーキング後の電子銃全体でガス放出量は1.6E-10Pa.m^3/sであった。また、クライオの排気系の排気速度を計測し、ガス分圧毎の数値を得た。また、200kV電子銃では、カソードの応答性やQEの試験などを予定している。

Q:真空測定時のゲージの種類と測定値は？

A:AT7.2E-9Pa, Ext1.0E-8Paであった。系統的にATゲージのほうが3割程度低くでている。ATゲージはESDによる放出ガス分をエネルギーフィルターで除去しているのが理由と思われる。

Q:コッククロフトの部分に角がでているのは何？

A:40kHzの共振充電の入力電圧が25kVである。そのための入力碍子である。

Q:メーカー側で高圧試験ができないのは何故？

A:SF6の規制による。工場内では使用が許可されていない。

Q：100uAのビーム試験の時間はどの程度継続したのか？

A:16時間ほどだ。ビーム寿命にして10-15C程度だろう。

C:J-labやMainzなどは700C程度のビーム寿命を実証している。とりあえずこの数値に追い付くことが目標だ。

Q:クライオにチャコールが入っている理由は？

A:低温でも水素分圧は高いために、凝縮による排気が不可。物理吸着による水素排気のために入っている。吸着量が大きいと逆に水素源となる可能性もあるので、注意が必要。

次回の会合は加速器学会のインフォーマル会合として開催

加速器学会は8/1-3つくばエポカル
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